
Cекция IV. Промышленная электроника 192 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПРОВОЛОЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
К. К. Нарбут, П. П. Суглоб 

Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь. 

Научный руководитель Н. И. Вяхирев 

Целью работы была разработка лабораторного стенда для изучения основных 
параметров директорной антенны в диапазоне частот f = 2,5÷2,7 ГГц. Стенд включа-
ет в себя две модели антенн (исследуемая и вспомогательная) и измерительные при-
боры промышленного изготовления. Структурная схема лабораторного стенда пред-
ставлена на рис. 1.  

 

7 

 9 

6 2 

4 5 1 

2 

   3 

8 

 
Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда: 

 1 – генератор; 2 – высокочастотная линия передачи; 3 – передающая  
антенна (вспомогательная); 4 – приемная антенна (исследуемая); 

5 – детекторная секция; 6 – низкочастотная линия передачи;  
7 – измерительный усилитель; 8, 9 – опорно-поворотные устройства 

При помощи программы MMANA были рассчитаны геометрия (рис. 2) и основ-
ные электрические параметры антенны (рис. 3, 4): амплитудная диаграмма направ-
ленности (ДН), входное активное (R) и реактивное (jX) сопротивления, усиление к 
изотропному излучателю (Ga), отношение уровней излучения вперед/назад (F/B).  

 

 
Рис. 2. Геометрия антенны 
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Рис. 3. Параметры антенны 

 
Рис. 4. КСВ 
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Результаты расчетов, полученные в программе MMANA, подтверждаются дан-
ными, приведенными в [2]. 

По полученным результатам был построен лабораторный стенд (рис. 1). Иссле-
дованы параметры разработанной антенны, которые с достаточно большой точно-
стью совпадают с теоретическим расчетом.  
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Научный руководитель А.В. КовалевВ современном развитии измерительной техни-
ки необходимо, прежде всего, подчеркнуть качественные изменения средств измере-
ний вследствие внедрения микроконтроллеров (МК) и микропроцессорных систем. 
Они стали органичной частью многих электронных измерительных приборов, при-
меняемых для измерения разнообразных параметров электрических сигналов и ком-
понентов цепей, а также характеристик неэлектрических физических величин. С ис-
пользованием МК в измерительной технике стало возможным улучшить многие 
характеристики средств измерений, придать им новые свойства, открыть пути реше-
ния задач, которые ранее вообще не ставились. 

 С помощью МК, встроенных в измерительные приборы, достигаются много-
функциональность приборов, упрощение управления измерительной процедурой, 
автоматизация регулировок, автокалибровка и автоматическая поверка, улучшение 
метрологических характеристик, выполнение вычислительных операций, статисти-
ческая обработка результатов наблюдений, создание программируемых, полностью 
автоматизированных приборов и т. п. Как правило, автоматизация средства измере-
ния или другого объекта с помощью МК оказывается дешевле, чем на дискретных 
элементах. Трудно переоценить значение МК для построения измерительно-
вычислительных комплексов – автоматизированных средств измерений, предназна-
ченных для исследования, контроля, испытания сложных объектов. 

Выбирая МК при разработке нового электронного устройства, разработчик ста-
рается подобрать оптимальное соотношение между стоимостью МК и такими харак-
теристиками, как производительность, размер памяти, функциональные возможно-
сти и т. п. Как правило, на протяжении последних лет при построении приборов  
и систем измерения, контроля и управления разработчики используют МК производ-
ства Microchip и Atmel, причем первые в силу более низкой стоимости и развитой 
поддержки как правило теснят Atmel при построении бюджетных устройств в про-
мышленной электронике. В последнее время на рынке МК бюджетного использова-


